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к вопросу исследования дефектов структуры материалов первой стенки разрядной камеры термоядерных реакторов методом позитронной аннигиляционной спектроскопии
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В последние годы интенсивно проводятся экспериментальные и теоретические исследования электронной и дефектной структуры различных технически важных материалов методом позитронной аннигиляционной спектроскопии (ПАС) [1-5].В связи с этим в данном сообщении обсуждаются вопросы и перспективы исследования дефектов  структуры материалов первой стенки разрядной камеры различных составов термоядерных реакторов, образующихся в процессе их работы. Отмечается, что метод (ПАС) особенно ценен  при исследовании дефектов структуры размером 
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 нм [1-3]. В связи с этим в рамках ловушечной модели рассмотрена кинетика процесса аннигиляции позитронов в таких материалах, содержащих 
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 - типов позитронно-чувствительных дефектов малых размеров. Установлена связь угловых и временных спектров аннигиляции позитронов с константами скоростей захвата и аннигиляции позитронов, определяемых средними размерами и концентрацией дефектов [6]. 

По экспериментальным значениям интенсивностей долгоживущей компоненты 
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 со временем жизни 
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 и изменениям гауссовых компонент в кривых углового распределения аннигиляционных спектров ряда металлов и кремния, облученных протонами и нейтронами, ионами гелия оценены средние размеры позитронно-чувствительных дефектов (
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 нм) и нижний предел чувствительности метода ПАС к дефектам таких размеров. Сделан вывод о том, что в методе ПАС позитроны эффективно зондируют свободные объемы (в основном вакансии и дивакансии) с размерами 
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 нм как в металлах и сплавах, так и в полупроводниках и пористых системах (металлах, полупроводниках и ионных кристаллах) и нанокристаллических компактированных материалах. .При этом другими прямыми методами, включая просвечивающую электронную микроскопию высокого разрешения и диффузию атомов, изучать границы раздела очень трудно. Чувствительности метода позитронной аннигиляции в отношении содержания позитрончувствительных дефектов при этом ограничена пределами 
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